GARA A PROCEDURA APERTA CON MODALITA’ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E RESA OPERATIVA DI UN E RESA OPERATIVA DI UN “TIME OF FLIGHT SECONDARY ION MASS SPECTROSCOPY (TOF–SIMS)” DA CONSEGNARE E INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI CATANIA DELL’ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BEYOND-NANO” .
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OFFERTA TECNICA E RELAZIONE 



Per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un procuratore del legale rappresentante, apponendo la firma digitale. 
Per gli operatori economici stranieri non residenti in Italia, la presente dichiarazione può essere sottoscritta dai medesimi soggetti apponendo la firma autografa ed allegando copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità 
La presente dichiarazione dovrà essere inviata attraverso l’inserimento sul Sistema telematico nell’apposita sezione “Offerta Tecnica”, comprensiva di eventuali allegati alla medesima, che illustrino compiutamente la fornitura offerta. 


1. Descrizione generale del sistema
………………………………….











2. Caratteristiche relative a tutti i requisiti tecnici minimi richiesti nel capitolato. 
[bookmark: _Toc77752624](Nota bene: nell’offerta tecnica si richiede una risposta punto-punto a ciascuna voce del capitolato tecnico riportata al capitolo 3.4: caratteristiche tecniche e dotazioni minime richieste   ) 


	#
	Caratteristica tecnica minima richiesta
	SI o NO

	1
	Essere dotato di una precamera per il caricamento dei campioni e di una camera di lavoro che opera in vuoto non superiore a 9 E-10 Torr 
	

	1.1
	Avere un sistema di pompaggio oil-free per garantire una qualità del vuoto ottimale.

	

	2
	Essere dotato di un porta campioni per alloggiamento multiplo su un’area con dimensioni laterali minime di  100 mm x 80 mm  e ingombro verticale non inferiore a 20 mm.
	

	3
	Essere dotato di uno stage motorizzato a 5 assi con movimento in x da almeno 90 mm, in y da almeno 125 mm, in z da almeno 25 mm e la possibilità di tilt da -15° a +45 ° e rotazione da -180° a + 180° con sistema di automazione controllata da computer su tutti gli assi, con encoder di posizione, posizionamento con joystick e opportuno software di navigazione.
	

	4
	Possedere un sistema di bake interno per la pulizia della camera

	

	5
	Essere dotato di un analizzatore di tempo di volo (TOF) con oscuramento del fascio ionico secondario con sistema di post-accelerazione dell’ordine di 10 kV
	

	5.1
	L’analizzatore TOF deve avere rivelatore di ioni secondari combinato costituito da diversi sistemi di rivelazione, in grado di ottenere misure ad alto rate di ripetizione, con frequenza massima fino a 50 kHz
	

	6
	Essere dotato di un rivelatore di elettroni secondari per ottenere immagini topografiche da elettroni secondari del campione
	

	7
	Essere dotato di telecamera TV ad alta risoluzione per l'osservazione diretta del campione e la rapida localizzazione dell'area di interesse.
	

	8
	Possedere un sistema di introduzione di gas nella camera di analisi, con valvola di ingresso dotata di unità di controllo del vuoto, per l'esposizione del campione a gas inerti o reattivi (ossigeno e/o argon), per incrementare la probabilità di ionizzazione.
	

	9
	Essere dotato di un cannone di ioni primari a media energia dell’ordine di 30 keV, di ultima generazione, basato su Liquid Metal Ion Gun (LMIG) per l’analisi.
	

	10
	Il sistema di centramento del fascio ionico deve essere automatizzato, dotato di aperture di allineamento del fascio e di sistema di misurazione della corrente interna di analisi e con sistema di passaggio tra le diverse modalità operative elettronicamente controllato che non richieda riallineamento del fascio ionico
	

	11
	Essere dotato di una colonna in grado di operare in configurazione a doppio fascio (dual beam depth profiling) e quindi con: 
una sorgente ionica (ioni O2  o simile massa atomica) ad alta corrente che permetta una erosione rapida e a bassa energia per lavorare in profilazione profonda 
e
una sorgente ionica di elevata massa (ioni Cs o simile massa atomica) per erosione superficiale
	

	11.1
	La colonna ionica deve essere dotata di aperture di allineamento del fascio e di sistema di misurazione della corrente interna di erosione per il centraggio del fascio e il controllo della corrente completamente automatizzato.
	

	12
	Essere dotato di un sistema di rivelazione ed analisi dei segnali di ioni secondari con range dinamico esteso che permetta di aumentare la velocità di conteggio massima fino a 107 count/s per unità di massa mantenendo linearità e riproducibilità di misura.
	

	13
	Essere corredato di Licenze software per l’analisi dei dati sia per il PC dello strumento che per un PC offline aggiuntivo.
	

	14
	Essere corredato da software per la gestione totale del sistema, per l’acquisizione dei dati, per l’analisi dei dati che includa integrati:
-un sistema di analisi statistica per gli spettri, analisi delle immagini, dei profili e dei dati in 3D con diversi metodi statistici per l’esame dei dati quali PCA-analisi del componente principale, MAF-fattori di autocorrelazione del massimo, MCR-risoluzione di curva multivariata;
-una libreria di spettri.
	

	15
	Essere corredato da un set completo di strumenti necessari per la manutenzione e l'assistenza, compresi gli strumenti speciali.
	

	16
	Essere corredato da PC di ultima generazione.
	




REQUISITI TECNICI AGGIUNTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
3) L’apparecchiatura dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche:

	N°
	CRITERI DI VALUTAZIONE
	
	
	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE
	[bookmark: _GoBack]NOTA: INDICARE CON UNA ‘X’ IL REQUISITO  OFFERTO

	

	1
	Pressione Base nella camera principale del SIMS
	
	
	 ≤ 5 E-10 Torr)
	

	
	
	
	
	> 5 E-10 Torr o informazione non disponibile
	

	2
	Livello di rumore dovuto al Sistema di pompaggio
	
	
	≤  55 dB(Ambientale)
	

	
	
	
	
	Se maggiore o informazione non disponibile
	

	3
	Sistema di riscaldamento interno per pulizia camera SIMS
	
	
	Incluso per camera di lavoro e precamera di carico
	

	
	
	
	
	Solo per camera di lavoro o informazione non disponibile
	

	4
	Sistema di osservazione ottica del campione in Camera
	
	
	2 (due) telecamere
	

	
	
	
	
	Solo 1 telecamera o informazione non disponibile
	

	5
	Configurazione e flessibilità Camera principale
	
	
	Fino a 5 sorgenti ioniche implementabili
	

	
	
	
	
	Numero minore rispetto al punto precedente o informazione non disponibile
	

	

	6
	Massima frequenza di ripetizione del fascio primario 
	
	
	maggiore o uguale a 50 kHz per tutte le modalità
	

	
	
	
	
	Inferiore o informazione non disponibile
	

	7
	Risoluzione di massa
	
	
	Maggiore di 16,000 @ 29 u 
	

	
	
	
	
	Inferiore rispetto al punto precedente o informazione non disponibile
	

	
	
	
	
	Maggiore di 25,000 @ 200 u 
	

	
	
	
	
	Inferiore rispetto al punto precedente o informazione non disponibile
	

	8
	Risoluzione laterale
	
	
	≤  50 nm
	

	
	
	
	
	Meno performante del punto precedente o informazione non disponibile
	

	

	9
	Sistema di rivelatori
	
	
	Sistema di rivelazione multiplo: combinazione di channel plate e di scintillatore e fotomoltiplicatore
	

	
	
	
	
	Sistema con dual channel plate
	

	
	
	
	
	Meno performante del punto precedente o informazione non disponibile
	

	

	10
	Massima corrente di fascio
	
	
	≥ 40 nA
	

	
	
	
	
	inferiore al punto precedente o informazione non disponibile
	

	11
	Dimensione del fascio ionico alla maggiore densità di corrente
	
	
	≤ 90 nm
	

	
	
	
	
	Maggiore del precedente o informazione non disponibile
	

	

	12
	Piatto porta- campione raffreddato e riscaldato 
	
	
	Operante da -100°C a  500°C 
	

	
	
	
	
	Operante in un range ridotto rispetto al precedente punto
	

	
	
	
	
	Assente ma implementabile 
	

	
	
	
	
	Non implementabile nel sistema
	

	13
	Estensione durata della garanzia
	
	
	Un anno aggiuntivo
	

	
	Totale
	
	
	
	



